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【57】申請專利範圍
1.　一種以雷射定位待測物邊緣的量測方法，包含：
依序相鄰設置一雷射單元、一狹縫單元及一屏幕單元，並在該屏幕單元上對應該狹縫單

元設置一長度量測工具，該長度量測工具具有複數刻度線，該狹縫單元包含有相鄰的一

待測物及一阻擋物，該待測物及該阻擋物之間形成具有一狹縫寬度的一單狹縫；

該雷射單元發出一雷射光，該雷射光通過該單狹縫而在該屏幕單元上投影出一干涉條

紋，且該長度量測工具的一延伸方向平行於該干涉條紋的一條紋排列方向；

取該干涉條紋之一中央亮紋的中心，或該干涉條紋之二第一暗紋之間的中點，作為該干

涉條紋的一中心位置；

若相對於該阻擋物，該待測物位於該長度量測工具的正向，則該中心位置對應所述刻度

線的一刻度數值加上該狹縫寬度的一半，即為該待測物邊緣投影在該長度量測工具的一

投影位置；

若相對於該阻擋物，該待測物位於該長度量測工具的負向，則該中心位置對應所述刻度

線的該刻度數值減去該狹縫寬度的一半，即為該待測物邊緣投影在該長度量測工具的該

投影位置。

2.　如請求項 1所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，維持該狹縫寬度，改變
該雷射單元與該狹縫單元的相對位置，使該雷射光對應該待測物邊緣的不同位置而通過

該單狹縫，進而取得至少二筆該投影位置；將其中一筆該投影位置作為一基準位置，該

基準位置視為座標軸的原點，分別計算其餘該投影位置與該基準位置的線性距離，而得

到該待測物邊緣的座標位置，最後比較磨耗前後的該待測物邊緣同一點的座標位置變

化，而得到至少一磨耗量。

3.　如請求項 1所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，以一影像擷取單元擷取
該干涉條紋與該長度量測工具的影像而成為一條紋影像；以一第一放大倍率放大該條紋

影像成為一第一放大影像，該第一放大倍率為在該第一放大影像中仍可觀察到該中央亮

紋在該條紋排列方向上兩側各存在有一邊緣的最大正整數；在兩個該邊緣的正中間取垂
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直該條紋排列方向的一中心線；將該中心線標示於該條紋影像，並以一第二放大倍率放

大該中心線附近的該條紋影像成為一第二放大影像，該第二放大倍率為介於 5至 15之間
的正整數；對照該第二放大影像中該長度量測工具與該中心線，當該中心線與該長度量

測工具的其中一刻度線相距一距離差時，將該距離差除以該第二放大倍率得到一原始距

離差；當該中心線位於該其中一刻度線的負向，將該其中一刻度線對應的該刻度數值減

去該原始距離差，即為該條紋影像的該中心位置；當該中心線位於該其中一刻度線的正

向，將該其中一刻度線對應的該刻度數值加上該原始距離差，即為該條紋影像的該中心

位置。

4.　如請求項 3所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，當該中心線與該其中一
刻度線相距的該距離差為 0單位時，直接將該其中一刻度線對應的該刻度數值作為該條
紋影像的該中心位置。

5.　如請求項 3所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，在該第一放大影像中觀
察到兩個該邊緣後，在兩個該邊緣上各取垂直該條紋排列方向的一邊緣線，對照該第一

放大影像中該長度量測工具與兩個該邊緣線，當該邊緣線與該其中一刻度線相距一邊緣

距離差時，將該邊緣距離差除以該第一放大倍率得到一原始邊緣距離差；當該邊緣線位

於該其中一刻度線的負向，將該其中一刻度線對應的該刻度數值減去該原始邊緣距離

差，即為該條紋影像的一邊緣位置；當該邊緣線位於該其中一刻度線的正向，將該其中

一刻度線對應的該刻度數值加上該原始邊緣距離差，即為該條紋影像的該邊緣位置；再

將兩個該邊緣位置相減並取絕對值，即為該條紋影像的一中央亮紋寬度。

6.　如請求項 3所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，取該中心線後，觀察該
中央亮紋垂直該條紋排列方向的另二邊緣，在該另二邊緣正中間取平行該條紋排列方向

的另一中心線，該中心線與該另一中心線的交點即為該條紋影像的一中心點。

7.　如請求項 3所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，該條紋影像之該第一放
大倍率為介於 6至 10之間的正整數。

8.　如請求項 1所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，進一步，該狹縫寬度介於 0.1至
0.25毫米。

9.　如請求項 1所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，其中，該阻擋物材質係為高分
子、金屬及陶瓷之其中一種。

10.   如請求項 1所述之以雷射定位待測物邊緣的量測方法，其中，該阻擋物材質係為石膏。
圖式簡單說明

[第一圖]係本發明實施例之實施示意圖一，示意整體架構。
[第二圖]係本發明實施例之實施示意圖二，示意雷射光通過單狹縫而投影在屏幕單元上。
[第三圖]係本發明實施例之實施示意圖三，示意以影像擷取單元擷取條紋影像。
[第四圖]係本發明實施例之照片一，示意條紋影像。
[第五圖]係本發明實施例之照片二，示意將條紋影像放大 5倍。
[第六圖]係本發明實施例之照片三，示意將條紋影像放大 6倍。
[第七圖]係本發明實施例之照片四，示意將條紋影像放大 7倍。
[第八圖]係本發明實施例之照片五，示意將條紋影像放大 8倍。
[第九圖]係本發明實施例之照片六，示意將條紋影像放大 9倍。
[第十圖]係本發明實施例之照片七，示意將放大 6倍的條紋影像作為第一放大影像後確定

中心線與中心點的位置。

[第十一圖]係本發明實施例之照片八，示意將條紋影像放大 10倍後計算距離差。
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